INSTITUTO NACIONAL

El Instituto Nacional de Normalizacién, INN, certifica que:

CENTRO DE INSTRUMENTACION Y DESARROLLO
ELECTRONICO, CIDE DE LA UNIVERSIDAD DE
SANTIAGO DE CHILE

ubicado en Avenida Libertador Bernardo O Higgins N°3363,
Estacién Central, Santiago

ha renovado su acreditacion en el Sistema Nacional de Acreditacién del
INN, como i

Laboratorio de calibracion
segun NCh-ISO/IEC 17025:2017
en el area Magnitudes Eléctricas, con el alcance indicado en anexo.

Primera acreditacion: 17 de agosto de 2010

Vigencia de la Acreditacién Desde : 17 de julio de 2022
Hasta :17 de julio de 2027

Santiago de Chile, 12 de julio de 2022

Este Certificado tiene firma electrénica. Ver ultima pagina de este documento.
Para una adecuada visualizacion del documento en formato PDF o para su
impresion., se recomienda abrirlo utilizando un naveaador.

Eduardo Ceballos Osorio Sergio Toro Galleguillos
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INSTITUTO NACIONAL
DE NORMALIZACION

LC 067
Anexo

ALCANCE DE LA ACREDITACION DEL CENTRO DE INSTRUMENTACION Y DESARROLLO ELECTRONICO, CIDE-USACH DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE
CHILE, COMO LABORATORIO DE CALIBRACION

AREA : MAGNITUDES ELECTRICAS

Servicio de calibracion

Rango del mensurando

Capacidad de medicién y calibraciéon (CMC)

Patron de referencia usado en
la calibracion

Instrumento o . Min Max. . Fuente de
Magnitud sistema de Método Clgr:l?:(:’li%ri\é(:le (mayor | (menoro | Unidades Valor Unidades c’:m?;:: a Patrén trazabilidad
medicion que) igual que) inmediata
. Comparacion -
-Multimetros directa 1 329,9999 mV 15,5:107% - S + 775 nV
-Voltimetros 0,330 3,299999 8,53-107¢- S + 1,55 Vv
PR-CA-17 v4 (2345)°C H Calibrador LCPN-ME
Voltaje -Amperimetros de Basado en (45 + 2‘5) % HR 3,3 32,99999 9,3:107%- S+ 155V \ 95% Multi-productos | Universidad de
tenaza EL-001 CEM - ° Fluke 5520A Concepcion
Edicion 33 329,9999 13,95:107%- S + 116,2 uV
-Calibradores de diaital 1
proceso 9 330 1020 13,95-107¢- S+ 1,16 mV
Comparacion 10-6.
directa 0 329,99 HA 116:107¢- S + 15,5 nA
0,3 3,29999 mA 77,51-107%- S + 38,76 nA
-Multimetros PR-CA-17v4 -
A ] Basado en 3,3 32,9999 mA 77,52:107°- S + 193,8 nA
-Amperimetros EL-001 CEM .
Edicion (23 + 5) °C 33 329,999 mA 77,5210_6 S+ 1,94 HA Calibrador LCPN-ME
Corriente -Amperimetros de diaital 1 45 + 2‘5 % HR A 95% Multi-productos | Universidad de
tenaza 9 (45£25) % 0,33 1,0999 A 155:107%- S + 31 pA Fluke 5520A Concepcion
Calibradores de | FCA18v4 1,1 2,9999 A 294,6:1076- S + 31 pA
proceso Basado en _
EL-007 CEM 3 10,999 A 387-107°- S + 387,6 uA
Edicién -
digital 1 11 20,5 A 620,1-107¢- S + 581,4 A
. Comparacion 0 10 16,49 A 3,9-1073- S+ 16 mA Calibrador LCPN-ME
Corriente 'Amp?égigos de directa (45(2453 ;5?)0/ C|)-||:{ A 95% | Multi-productos | Universidad de
- ° 16,5 50 A 3,9-1073- S+ 109 mA Fluke 5520A Concepcion
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Anexo

Servicio de calibracion

Rango del mensurando

Capacidad de medicién y calibraciéon (CMC)

Patron de referencia usado en

la calibracion
Instrumento o " Min Max. . Fuente de
Magnitud sistema de Método Clgrr\‘?éc(:;i(::ri\éie (mayor | (menoro | Unidades Valor Unidades c"c‘):,f?ellr?:a Patron trazabilidad
medicion que) igual que) inmediata
PR-CA-18 v4 50 150 3,9.10—3 .S +109 mA Fluke 5500/Caoil
Basado en -
EL-007 CEM 150 550 3,9-1073 - S+ 388 mA
Edicién
digital 1 550 1000 A 3,9-1073 - S + 388 mA
. 32,99 | 6202107 S+a7pv
14’5? ﬁ%’ggg E\Z/ 116,3-1076- S + 4,65 pV
110 32é%99 &“H\; 155:1076 - S+ 4,7 pV
210 325?)99 &“H\; 77521075 - S + 4,65 pV
1 32,999 mV _3
-Multimetros Comparacion 50 100 kHz 271:107 - S+93uV
directa 1,0 32,999 mV _ .
Voltimetros 100 500 kHz 62107 - 5+ 388V Calibrador LCPN-ME
PR-CA-17 v4 0 \ Multi-productos ; i
. ) (23+5)°C 33 329,999 mV _ 95% P Universidad de
Voltaje -Amperimetros de (45 + 25) % HR 10 45 Hz 232,6:107%- S + 6,20 uV Concepeion
tenaza Basado en 3 359 999 py Fluke 5520A
_ EL-001 CEM ' 112,4-107% - S + 6,20 pV
-Calibradores de Edicion 45 10000 Hz
proceso digital 1 ?(3) 32%,(&)399 |£T|1—|\; 1241076 - S + 6,20 pV
> 329,999 mY | 2713107 - S + 6,20V
gg 32%%99 m; 620-1076 - S + 24,8 pV
13030 325?6%99 E‘H\; 1,55:107% - S + 54,3 uV
033 | 829999 o 2331075 S + 39 pV
2/21
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Anexo

Servicio de calibracion

Rango del mensurando

Capacidad de medicién y calibraciéon (CMC)

Patron de referencia usado en

la calibracion
Instrumento o " Min Max. . Fuente de
Magnitud sistema de Método Clgrr\‘?éc(:;i(::ri\éie (mayor | (menoro | Unidades Valor Unidades c"c‘):,f?ellr?:a Patron trazabilidad
medicion que) igual que) inmediata
0,33 3,29999 \" —6
45 10000 Hz 116-107%- S + 46,5 uv
01’%3 3’23399 k\l-/|z 147,3-107%- S + 46,5 uV
0,33 3,29999 \" 6
20 50 KHz 233-107%- S+ 39 uVv
0,33 3,29999 \" 6
50 100 kHz 543-1076- S + 97 uv
0,33 3,29999 \" _3
100 500 kHz 1,9:1073 - S + 465 pv
3;03 32’35999 I-\llz 232:107%- S + 504 pVv
3,3 32,9999 \" “6
45 10000 Hz 116-107%- S + 465 pV
‘f’;g 32’3399 k\l-/|z 186-1076- S + 465 pV
3,3 32,9999 \" —6
-Multimetros Comparacion 20 50 kHz 271-107- 5+ 465 pv
directa 3,3 32,9999 \ _
_Voltimetros 50 100 KkHz 692-107°- S + 1,24mV '
PR-CA-17 v4 23+5)°C 33 359 999 v Calibrador LCPN-ME
Voltaje -Amperimetros de (45 + 55) % HR 10 4’5 Hz 147-1076- S + 1,55 mV \'% 95% Multi-productos | Universidad de
t Basad - ° Ly
enaza EL?§§1 OCZTVI 3 329.999 v 1055+ 405y Fluke 5520A Concepcion
-Calibradores de Edicion 45 10000 Hz ’
procsso dgttal 33| 929 o | 194107 S+ 465mV
> 329,999 o, | 238107 S+465mV
33 329,999 \" _3
50 100 KkHz 1,55-1073 - S + 39 mV
330 1020 \" 6
45 1000 Hz 233:107%- S+ 7,75 mV
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Anexo

Servicio de calibracion

Rango del mensurando

Capacidad de medicién y calibraciéon (CMC)

Patron de referencia usado en

la calibraciéon
Magnitud Inssitsr:‘en_r:\?ctiz ° Método Clgr:‘?gi?éie (mNeIlI\r(lor _(mngr?z.r o | Unidades Valor Unidades c"c‘)invf?ellr?:a Patron t;llizrtl)titlfi::d
medicién que) igual que) inmediata
3:130 10520 k\l-/IZ 194.107%- S+ 7,75 mV
320 1(1)30 k\l-/|Z 233-107¢- S +7,75mV
0.029 | 0,329 mA 1,55:107% - S + 77,5 nA
0’2529 0,135389 m 1,16-1073 - S + 77,5 nA
Corglpar?cién 0,229 0,325999 Igl1-|Az 0,97-107 - S+ 77,5nA
irecta 0,029 0,32999 mA _3
PRCA7v4 5o o 312%99 g o P
Basado o ’10 ’ 30 KHz 6,20-1073- S + 155 nA
/;Mum'n’qetrtos EL(%)S)% ic|,c);qu\/l 0?53 0;55:: Q"{Z 1241073 S + 310 nA
-Amperimetros igita , , m _ .
Corriente -Amperimetros de (23 £5)*C 19 20 Hz L5107 S+ 116 A 95% Mtj)tia-lé)?z)z%cc):;os Unli_\?efs’\il(;l,;/ldEde
tenaza (45£25) % HR Oé%B 3’33)99 m 0,97-1073- S+ 116 nA Fluke 5520A | Concepcion
-Ca";:t:rrgg:srgs “ | ercatave 021%3 31%%%9 E'ZA 775107 8+ 116 A
Basado en 0’133 3’25999 knr_|AZ 1,55-1073- S + 155 nA
“Edcon | 0.33 3,2999 mA 3,88-1073- S + 233 nA
digital 1 o 10 Hz ’
01’%3 3’%%99 &AZ 7,75-1073- S + 465 nA
033 | 3299 mA 1,40-107% S + 1,55 A
3;;03 3’i%99 m 698-1075- S + 1,55 pA
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Anexo

Servicio de calibracion

Rango del mensurando

Capacidad de medicién y calibraciéon (CMC)

Patron de referencia usado en

la calibracion
Instrumento o " Min Max. . Fuente de
Magnitud sistema de Método Clgrr\‘?éc(:;i(::ri\éie (mayor | (menoro | Unidades Valor Unidades c"c‘):,f?ellr?:a Patron trazabilidad
medicion que) igual que) inmediata
3,3 3,2999 mA —6
45 1000 Hz 310-107¢- S + 1,55 pyA
31’3 3’2399 &AZ 620-1076- S + 1,55 UA
353 3’?%99 E’; 1,55:1076- S + 2,33 pA
3;’03 3’%%99 m 3,1-107%- S +3,1 yA
?g 323699 m 1,40-1073- S + 15,5 pA
> 32599 mA 698-107¢- S + 15,5 A
33 329,99 mA 6
Comparacion 45 1000 Hz 310-107°- S+ 16 pA
directa
e [T s a0
-Multimetros PR-CA-17v4 33 329,99 mA S
5 10 kHz 1,6:1073- S+ 78 A
-Amperimetros Ella_agg?%eET\/l 33 329 99 mA
iEd' > (23+5)°C 10 ’ kHz 3,1-1073- S+ 155 pA Calibrador LCPN-ME
Corriente | -Amperimetros de digital { (45 +25) % HR | 0,33 75955 A A 95% | Multi-productos | Universidad de
tenaza - ° 10 45 Hy 1,4-1073- S+ 78 pA Fluke 5520A | Concepcién
. PR-CA-18 v4
-Calibradores de 0,33 1.0999 A 388:107°-S + 78 A
proceso B 45 1000 Hz
a0 0.33 1.0999 A
EL-007 CEM ) : .10-3.
b b 5 Khz 4,7-1073- S + 775 uA
digital 1 0,23 1.(:%99 kﬁz 19.4-10-3- S + 3.9 mA
P B R PRI
1,1 2,9999 A 6
45 1000 Hz 465-107%- S + 78 yA
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Servicio de calibracion

Rango del mensurando

Capacidad de medicién y calibraciéon (CMC)

Patron de referencia usado en

la calibracion
Instrumento o " Min Max. . Fuente de
Magnitud sistema de Método Clgrr\‘?;:;i(::ri\é?‘e (mayor | (menoro | Unidades Valor Unidades c"c‘):,f?ellr?:a Patron trazabilidad
medicion que) igual que) inmediata
1,1 2,9999 A _3
y 5 KHz 4,7-1073- S+ 775 pA
1,1 2,9999 A _3
5 10 KkHz 19,4-1073- S + 3,9 mA
3 10,999 A 6
45 100 Hz 465-107%- S+ 1,6 mA
3 10,999 A “6
100 1000 Hz 775-107%- S+ 1,6 mA
3 10,999 A _3
1 5 KkHz 23,2:1073- S+ 1,6 mA
Comparacion
directa
11 20,5 A -3
PR.CAA7 v 45 100 Hz 0,93-1073- S + 3,9 mA
-Amperimetros E?_agg? %BET\/I )
Edicion (23+5)°C | 11 205 A Calibrador | = LCPN-ME
Corriente -Amperimetros de digital 1 (45 + 2_5) % HR| 100 1000 Hz 1,16-1073- S+ 3,9 mA A 95% Multi-productos | Universidad de
tenaza - ° Fluke 5520A Concepcion
PR-CA-18 v4
Basado en
EL-007 CEM 1 20,5 A 19,3:1073 - S+ 3,9 mA
L 1 5 kHz
Edicion
digital 1
Comparacién 10 16,49 A _
directa 45 65 Hz 4,4-1073 - S + 23,2 mA
10 16,49 A 10-3. Calibrador N
. -Amperimetros de PR-CA-18v4 (23+5)°C 65 440 Hz 7,8-107- S + 34,7 mA o Multi-productos LCPN-ME
Corriente tenaza o A 95% Universidad de
Basado en (45+25)% HR| 16,5 50 A 4510-3 - S + 192 mA Fluke 5520A Concepcion
EL-007 CEM 45 65 Hz ’ Fluke 5500/Coll
Edicién 16,5 50 A 3
digital 1 65 440 Hz 7,8:1073- S + 194 mA
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Anexo

Servicio de calibracion

Rango del mensurando

Capacidad de medicién y calibraciéon (CMC)

Patron de referencia usado en

la calibracion
Instrumento o i Min Max. . Fuente de
Magnitud sistema de Método Clgrr\‘?;:;i(::ri\é?‘e (mayor | (menoro | Unidades Valor Unidades c"c‘):,f?ellr?:a Patron trazabilidad
medicion que) igual que) inmediata
50 150 A _3
45 65 Hz 451073-S+0,7A
50 150 A _3
65 440 Hz 7,8:1073-S+0,7A
150 550 A _3
45 65 Hyz 44-1073-S+0,7A
150 550 A _3
65 240 Hz 7,8:1073-S+0,7A
550 1025 A _3
45 65 Hz 44.1073-S+0,7 A
550 1025 A _3
65 440 Hyz 7,8:1073-S+0,7A
0 11 Q 31-107° - S+ 7,75 mQ
11 32,999 Q 23,26-107%- S + 11,63 mQ
33 109,999 Q 22,16-107%- S + 11,6 mQ
110 329,999 Q 21,71-107%- S+ 15,5 mQ
y 0,33 1,09999 kQ 21,71-107%- S+ 15,5 mQ
Mukimet Corg,pari‘c'on 1,1 3,29999 kQ 21,71-107%- S + 155 mQ
“vufimetros recta 33 10,9999 kQ  [21,71:107%- S+ 77,52 mQ
-Amperimetros de PR-CA-17 v4 (23 +5)°C 11 32,9999 kQ 21,71-107%- S + 775,2 mQ Calibrador LCPN-ME
Resistencia tenaza (45 + 2‘5) % HR 33 109,999 kQ 21,71-107%- S + 775,2 mQ Q 95% Multi-productos | Universidad de
_ Basado en - ° 110 329,999 kQ 24,8-1075-S+7,750 Fluke 5520A | Concepcion
“Calibradores de | EL-001 CEM 0,33 1,09999 MQ 24,810°-S+7,750
proceso Edicién . : : s ;
digital 1 1,1 3,29999 MQ 46,5:107%- S + 116,3Q
3,3 10,9999 MQ 100,8-1076- S + 194 Q
11 32,9999 MQ 194-107%- S + 1,94 kQ
33 109,999 MQ 388-107°- S + 2,3kQ
110 330 MQ 2,32:1073- S + 77,5 kQ
330 1100 MQ 11,63-1073- S + 388 kQ
. -Multimetros Comparacién (23+5)°C 0,19 0,3999 nF 3,9-1073-S+7,8pF o Calibrador }
Capacidad drecta | (45+25)%HR| 04 | 10999 nF 89102 -S+7,7pF F 95% | Multi-productos | -CPN-ME
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Servicio de calibracion

Rango del mensurando

Capacidad de medicién y calibraciéon (CMC)

Patron de referencia usado en

la calibracion
Instrumento o " Min Max. . Fuente de
Magnitud sistema de Método Clgrr\‘?éc(:;i(::ri\éie (mayor | (menoro | Unidades Valor Unidades c"c‘):,f?ellr?:a Patron trazabilidad
medicion que) igual que) inmediata
-Amperimetros de 1,1 3,2999 nF 3,9-1073-S+78pF Fluke 5520A | Universidad de
tenaza PR-CA-17 v4 33 10,9999 nF 1,94-103- S + 7,8 pF Concepcion
Basado en 11 32,9999 nF 1,94-1073- S + 78 pF
EL-001 CEM 33 109,999 nF 1,94-1073- S + 78 pF
Edicion 110 329,999 nF 1,94-1073- S + 233 pF
digital 1 0,33 1,09999 uF 1,94-1073- S + 775 pF
1,1 3,29999 uF 1,94:1072- S+ 233 nF
3,3 10,9999 uF 1,94-103- S+ 78nF
11 32,9999 uF 3,1-1073- S +23nF
33 109,999 uF 3,5-1073- S+ 78nF
110 329,999 uF 3,5:1073- S +233nF
0,33 1,09999 mF 3,5:1073- S+ 775nF
1,1 3,2999 mF 3,5:1073-S+23uF
3,3 10,9999 mF 3,5:1073-S+7,8uF
11 32,9999 mF 5,8:1073- S + 23 uF
33 110 mF 8,5-1073- S + 78 uF
) y -200 -100 °C 0,33
00 | s |
Temperatura por Tc Tipo K -25 120 °C 0,16
Sefial Comparacién 120 1000 °C 0,26
Eléctrica directa 1000 1372 °C 0,40
Calboradores de | pe ox 14 s o 20 8 o Calibrador | LCPN-ME
Temperatura proceso Tc Tipo S . : °C 95% Multi-productos | Universidad de
_ Basado en PECO7 1000 1400 C 0,37 Fluke 5520A | Concepcién
-Calibradores de INTI2011 1400 1767 °C 0,46
Termocuplas -200 -100 °C 0,27
-Termémetros ) -100 -30 °C 0,16
Digitales sin TeTipoJ 30 150 °C 0,14
Sensor 150 760 °C 017
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Anexo

Servicio de calibracion

Rango del mensurando

Capacidad de medicién y calibraciéon (CMC)

Patron de referencia usado en

la calibracion
Instrumento o i Min Max. . Fuente de
Magnitud sistema de Método Clgrr\‘?éc(:;i(::ri\éie (mayor | (menoro | Unidades Valor Unidades c'::,f?ellr?:a Patron trazabilidad
medicion que) igual que) inmediata
760 1200 °C 0,23
600 800 °C 0,44
) 800 1000 °C 0,34
Tc Tipo B
1000 1550 °C 0,30
1550 1820 °C 0,33
0 150 °C 0,30
150 650 °C 0,26
Tc Tipo C 650 1000 °C 0,31
1000 1800 °C 0,50
1800 2316 °C 0,84
-200 -100 °C 0,50
-Simulacion . -100 -25 °C 0,16
Medicion dey TcTipo E 25 350 °C 014
Tempera}ura por 350 650 °C 0,16
poonal Comparacion 650 1000 °C 0,21
directa B - 3
Te Tipo L 200 100 C 0,37 '
-Calibradores de PR-CA-14v3 -100 800 °C 0,26 Cgllbrador II_CPI\II-ME
Temperatura proceso 800 900 °C 0,17 °«C 95% Multi-productos | Universidad de
. Basado en PEC07 -200 -100 °C 0,40 Fluke 5520A Concepcion
“Calloradores de INTI/2011 100 -25 °C 0,22
ermocuplas )
Tc Tipo N -25 120 ° 0,19
-Termémetros 120 410 ° 0,18
Digitales sin 410 1300 o 0,27
Sensor 0 250 °C 0,57
Tc Tipo R 250 400 °C 0,35
400 1000 °C 0,33
1000 1767 °C 0,40
) -200 -150 °C 0,63
TeTipoT 55 0 °C 0,24
0 120 °C 0,16

F407-01-30 v02

9/21




INSTITUTO NACIONAL
DE NORMALIZACION

LC 067
Anexo

Servicio de calibracion

Rango del mensurando

Capacidad de medicién y calibraciéon (CMC)

Patron de referencia usado en

la calibracion
Instrumento o i Min Max. . Fuente de
Magnitud sistema de Método Clgrr\‘?éc(:;i(::ri\éie (mayor | (menoro | Unidades Valor Unidades c"c‘):,f?ellr?:a Patron trazabilidad
medicion que) igual que) inmediata
120 400 °C 0,14
' -200 0 °C 0,56
TeTipoU 0 600 °C 027
-Simulacion de -200 -80 °C 0,05
Temperatura por
Senal -80 0 °C 0,05
Eléctrica Comparacion 0 100 oc 0.07
. directa ’
-Calibradores de Calibrador LCPN-ME
Temperatura proceso PR-CA-14v3 | RTD 100(385) | 100 300 °C 0,09 °c 95% | Multi-productos | Universidad de
. Basado en PEC07 Fluke 5520A Concepcion
-Calibradores de
Termocuplas INTI2011 300 400 °C 0,10
-Termémetros 400 630 °C 0,12
Digitales sin
Sensor 630 800 °C 0,23
-Multimetros Comparacion 0,01 119,99 Hz
-Voltimetros directa
120 1199,9 Hz
-Amperimetros de PR-CA-17 v4 (23+5)°C Callibrador LCPN-ME
Frecuencia tenaza Basado en e o 1,2 11,999 kHz 2,5-10%-S + 5uHz Hz 95% Multi-productos | Universidad de
(45 +£25) % HR o
_ EL-001 CEM Fluke 5520A | Concepcion
-Calibradores de Edicion 12 119,99 kHz
proceso digital 1
-Frecuencimetros 120 11999 kHz
-Generadores de Comparacion ‘
Voltaje directa (23+5)°C Mxltligﬁim LCPN-ME
Voltaje 45 + 2‘5 % HR 1 100 mV 11,5-107%-S + 346 nV \'% 95% T hg loai Universidad de
-Fuentes de Poder PR-CA-30 v1 (45£25) % 3 46508 An %%gé)%sz Concepcion
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LC 067
Anexo

Servicio de calibracion

Rango del mensurando

Capacidad de medicién y calibraciéon (CMC)

Patron de referencia usado en
la calibracion

Magnitud

Instrumento o
sistema de
medicién

Método

Condicion de
la medicién

Min
(mayor
que)

Max.
(menor o
igual que)

Unidades

Valor

Unidades

Nivel de
confianza

Patron

Fuente de
trazabilidad
inmediata

-Calibradores de
Proceso

Basado en
EL-001 CEM
Edicién
digital 1,
EL-023 CEM
Edicién
digital 0,
EL-024 CEM
Edicién
digital 0

PR-CA-32 v1
Basado en
EL-023 CEM
Edicién
digital 0,
EL-024 CEM
Edicion
digital 0

0,1

11,5-1076-S + 346 nV

10

11,5:107%-S + 577nV

10

100

11,5:1076-S + 35 pV

100

1000

11,5:1076-S + 116 pV

Voltaje

-Medidores de
Aislacion
(Salida de Voltaje)

Comparacion
directa

PR-CA-20 v5

Basado en
EL-001 CEM
Edicién
digital 1

(23 +5) °C
(45 + 25) % HR

1000

15000

0,023 - S

95%

Punta de alta
tension Fluke
80K-40

LCPN-ME
Universidad de
Concepcion

Corriente

-Generadores de
Corriente

Comparacion
directa

PR-CA-30 v1

(23 +5) °C
(45 + 25) % HR

10

100

HA

28,9-1076- S + 924 pA

95%

Multimetro
Agilent
Technologies
3458A OP 002

LCPN-ME
Universidad de
Concepcion
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INSTITUTO NACIONAL
DE NORMALIZACION

LC 067
Anexo

Servicio de calibracion

Rango del mensurando

Capacidad de medicién y calibraciéon (CMC)

Patron de referencia usado en

la calibracion
Instrumento o - Min Max. . Fuente de
Magnitud sistema de Método Condlm_o r_1,de (mayor | (menoro | Unidades Valor Unidades N'V?I de Patron trazabilidad
la medicion confianza
medicién que) igual que) inmediata
-Fuentes de Poder
Basado en
-Calibradores de EL-001 CEM 0,1 1 mA 28,9-107%- S + 5,77 nA
Proceso Edicién
digital 1,
EL-023 CEM
Edicién -
digital 0, 1 10 mA 28,9:107%- S + 57,7 nA
EL-024 CEM
Edicién
digital 0
10 100 mA 46,2:107°- S + 577 nA
PR-CA-32 vi
Basado en EL-023
CEM Edicién
digital 0, 0,1 1 A 133:107°- S+ 11,5 yA
EL-024 CEM
Edicién
digital 0 Multimetro
1 20 A 000346 - S 344?82?g}1unt
34330A
10 100 mV o
Comparacién 10 40 Hz 0,007 % - S +4uVv
directa
10 100 mV o .
-Gen%roalijacj?;es de PRCAS0 1 ;"8 110(?00 H\Z/ 0,007 % -S +2uV .
m o . ultimetro i
Voltaie -Fuentes de Poder Basado en (23+5)°C 1 20 kHz 0,014% -5 +2pV Y 959% Agilent Unli_\st;:r)s’\il d,\a/l dE de
/ _ EL-001 CEM  |(45+25)%HR| 10 100 mV 003%-S +2uV o Technologies | =~ '° o ién
-Callgradores de dI'Ed'ItC|IO1n 20 50 kHz ’ ° H 3458A OP 002 P
roceso igital 1,
EL-023 CEM I o o 0.08%-S +2pV
Edicion 50 100 \f
digital 0, m o .
100 300 KHz 0,03%-8 +10pV
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INSTITUTO NACIONAL
DE NORMALIZACION

LC 067
Anexo

Capacidad de medicién y calibraciéon (CMC)

Patron de referencia usado en

Servicio de calibracion Rango del mensurando la calibracién
Instrumento o " Min Max. . Fuente de
Magnitud sistema de Método Clgrr\‘?éc(:;i(::ri\éie (mayor | (menoro | Unidades Valor Unidades c'::,f?ellr?:a Patron trazabilidad
medicion que) igual que) inmediata
EL-024 CEM 10 100 mV o
Edicion 300 1000 kHz 1%-S +10pv
digital 0 0.1 1 vV
1’0 40 H 0,007 % - S +40 Vv
PR-CA-32 v1 0 1 VZ
Basado en 40 1000 Hz 0,007 % - S +20 pV
EL-023 CEM 0,1 1 Y o
Edicion 1 20 kHz 0,014%-S +20pVv
digital 0,
EL-024 CEM A o v 0,03% - S +20 UV
Edicion 01 1 v
digital 0 ’ o/ .
igital 50 100 kHz 0,08% -S +20uVv
0,1 1 \ o .
100 300 KkHz 0,083% -S +100 uv
0,1 1 \ o
300 1000 KHz 1% S +100V
1 10 \" o
10 40 Hz 0,007 % - S +400 pv
1 10 \" o
40 1000 Hz 0,007 % - S +200 pv
1 10 \" o
1 20 kHz 0,014% S +200 pv
1 10 \" o
20 50 KkHz 0,083% - S +200 uVv
1 10 \" o
50 100 KkHz 0,08% - S +200 pVv
1 10 \" o
100 300 kHz 0,03% S +1mvV
1 10 \" o
300 1000 kHz 1% S +1mv
1 10 \" o
45 100 Hz 0,02%-S +4mV

F407-01-30 v02
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INSTITUTO NACIONAL
DE NORMALIZACION

LC 067
Anexo

Servicio de calibracion

Rango del mensurando

Capacidad de medicién y calibraciéon (CMC)

Patron de referencia usado en

la calibracion
Instrumento o " Min Max. . Fuente de
Magnitud sistema de Método Clgrr\‘?;:;i(::ri\é?‘e (mayor | (menoro | Unidades Valor Unidades c"c‘):,f?ellr?:a Patron trazabilidad
medicion que) igual que) inmediata
1 10 \ o
100 5000 Hz 0,02%-S +2mV
10 100 \" o
1 20 KkHz 0,02%-S +2mV
10 100 \ o
20 50 KkHz 0,085%-S +2mV
10 100 \ o
50 100 KHz 0,12%-S +2mV
100 1000 \" o
10 40 Hz 0,04%-S +40mV
100 1000 \" o
40 1000 Hz 0,04%-S +20 mV
Comparacion
i 1 10 mA
direct: o.
Irecta 45 100 Hz 0,06 %- S + 2 pA
PR-CA-30 vi1
1 10 mA
El?_agg?%eET\A 100 5000 Hz 0,03 %- S +2pA
-Generadores de Edicién
Corriente digital 1, 10 100 mA o, .
EL-023 CEM 23151 45 100 Hz 0,06 %: S +20 pA Multimetro || cpnwe
Corriente -Fuentes de Poder Edicion eV A 95 % 9 . Universidad de
digital 0, (45 £25) % HR 10 100 mA Technologies Concepcion
-Calibradores de EL-024 CEM 100 5000 Hz 0,03 %- S +20 pA 3458A OP 002
Proceso Edicion
digital 0 01 ; A
PR-CA-32 v1 45 100 Hz 0,08 %:- S + 200 uA
Basado en 0,1 1 A .
EL—é)giiigr:EM 100 5000 Hz 0,1%- S + 200 pA

F407-01-30 v02

14/21




INSTITUTO NACIONAL
DE NORMALIZACION

LC 067
Anexo
Servicio de calibracion Rango del mensurando Capacidad de medicion y calibraciéon (CMC) Patron de refgrenc!e} usado en
la calibracion
Instrumento o " Min Max. . Fuente de
Magnitud sistema de Método Clgr:‘?g;?éie (mayor | (menoro | Unidades Valor Unidades c"c‘):,f?ellr?:a Patron trazabilidad
medicion que) igual que) inmediata
digital 0,
EL-024 CEM 1 20 A . '
Edicion DC 1000 Hz 0,00346 - S Multimetro
digital 0 Agilent
1 20 A 3458A/ Shunt
1000 5000 Hyz 0,0577 - S 34330A
Comparacién 0 10 Q 23,1-107%- S + 116pQ
directa
1 100 Q 23,1-107%- S +1.15 mQ
PR-CA-30 v1
Basado en 0,1 1 kQ 17,3:107¢- S + 1,2 mQ
EL-001 CEM
Edicién
-Generadores de digital 1, 1 10 kQ 17,3:1076- S + 11,5 mQ
Resistencia EL-023 CEM Multimetro
Edicién (23 £5) °C Agilent LCPN-ME
Resistencia -Calibradores de digital 0 e o 10 100 kQ 17,3-107%- S + 116 mQ Q 95% . Universidad de
Proceso gital O, (45 £25) % HR Technologies Concepcion
EL"£§.4.,CEM 3458A OP 002
) - icién 0,1 1 MQ 23,1-107. 46Q
Decadas resistivas. digital 0 , 3, S+46
PR-CA-21 v2 1 10 MQ 87-107%- S +116 Q
Basado en
EL-003 CEM 10 100 MQ 1,2-1073- S+ 1,2kQ
E_dlicién
digital 1 0,1 1 Go 11,5:107%- S + 11,5kQ
R (23 +5)°C 0.001 0.01 Q Décad CIDE-USACH
. . -Medidores directa +5)° —6 o écada -
Resistencia | pegistencia de Tierra (45 + 25) % HR | %01 0.1 129,1-107°-S+22mQ | 0 95% resistiva (LC 067)
PR-CA-31 v1 0,1 1
15/21
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INSTITUTO NACIONAL
DE NORMALIZACION

LC 067
Anexo

Servicio de calibracion

Rango del mensurando

Capacidad de medicién y calibraciéon (CMC)

Patron de referencia usado en

la calibracion
Instrumento o " Min Max. . Fuente de
Magnitud sistema de Método Clgrr\‘?éc(:;i(::ri\éie (mayor | (menoro | Unidades Valor Unidades c"c‘):,f?ellr?:a Patron trazabilidad
medicion que) igual que) inmediata
1 10 IET Labs
Basado en HARS-X2-1-
EL-004 CEM 10 100 0,001-K
gg:tc;cl)q 0,1 1 Década
1 10 resistiva
IET Labs
HARS-X2-5-
kQ 0,001-K
10 100 Década
resistiva
IET Labs
HARS-X-5-100
0,100 1 Década
Comparacion 1 10 kQ 118:107% - S +2,3 mQ resistiva
directa 10 100 IET Labs
. PRCA-20v5 | (23+5)°C 0.1 1 118-10-5 - S + 2.3 MO | HARSX5100 | ohe ysacH
Resi . -Medidores de A 1 10 MQ , Q 95%
esistencia Aislacion (45 £25) % HR - Década (LC 067)
Basado en 2000 V Max. 10 100 351-107°- S v
EL-004 CEM 0,1 1 1,16:1073- S II’Ee_ls_lsl_tl\{)a
Edicion 10-3. abs
digital 1 1 10 GO 2410 S HRRS-Q-4-10M
10 11,1 581073 S
Comparacion
directa
High Resistance
! PR-CA-20 v5 (23 £5) °C
. . -Medidores de o 95% Standard IET Labs /UK
Resistencia Aislacion Basado on (4553 %/5'2/I 7% HR 1 1 kQ 0,02 Q VRS-100-11- | (A2LA 2073-01)
ax.
EL-004 CEM 1K-BP-kV
Edicién
digital 1

F407-01-30 v02

16/21




INSTITUTO NACIONAL
DE NORMALIZACION

LC 067
Anexo

Servicio de calibracion

Rango del mensurando

Capacidad de medicién y calibraciéon (CMC)

Patron de referencia usado en

la calibracion
Instrumento o " Min Max. . Fuente de
Magnitud sistema de Método Clgrr\‘?;:;i(::ri\é?‘e (mayor | (menoro | Unidades Valor Unidades c"c‘):,f?ellr?:a Patron trazabilidad
medicion que) igual que) inmediata
Comparacion
directa
High Resistance
. PR-CA-20 v5 (23 +5)°C
Resistencia | edidores de (45£25)%HR| 10 10 kQ 0.2 0 yaandard | s K
Basado en 150 V Max. 95% ( )
EL-004 CEM 1K-BP-kV
Edicion
digital 1
Comparacion
directa
High Resistance
. PR-CA-20 v5 (23 +5) °C
Resistencia | edidores de (45£25)% HR| 100 100 kQ 2 Q 95% |  oondard | ETabs LK
Basado en 500 V Méax. -100-11-|( -01)
EL-004 CEM 1K-BP-kV
Edicion
digital 1
Comparacion
directa
o High Resistance
: PR-CA-20 v5 (23+5) °C
Resistencia | ~Modidores do (4525 % HR| 1 1 MQ 35 Q 95% | ymeoard | A
Basado en 1250 V Max. ~100-11- | ( 01)
EL-004 CEM 1K-BP-kV
Edicion
digital 1
Comparacion
directa
High Resistance
; PR-CA-20 v5 (23+5)°C
Resistencia | Medidores de (45+25) % HR| 10 10 MQ 15 kQ 95% Standard | |ET Labs /UK
Aislacion Basado en 5000 V Ma VRS-100-11- |(A2LA 2073-01)
ax.
EL-004 CEM 1K-BP-kV
Edicion
digital 1

F407-01-30 v02
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INSTITUTO NACIONAL
DE NORMALIZACION

LC 067
Anexo

Servicio de calibracion

Rango del mensurando

Capacidad de medicién y calibraciéon (CMC)

Patron de referencia usado en

la calibracion
Instrumento o i Min Max. . Fuente de
Magnitud sistema de Método Clgrr\‘?;:;i(::ri\é?‘e (mayor | (menoro | Unidades Valor Unidades c"c‘):,f?ellr?:a Patron trazabilidad
medicion que) igual que) inmediata
Comparacion
directa
Medidores de PR-CA-20 v5 (23+5)°C ngggiz|::gnce IET Labs /UK
Resistencia Aislacion (45 £ 25) % HR 100 100 MQ 0,02 MQ 95% VRS-100-11- |(A2LA 2073-01)
Basado en 10000 V Méx.
EL-004 CEM 1K-BP-kV
Edicion
digital 1
Comparacion
directa
High Resistance
. PR-CA-20 v5 (23 +5) °C
Resistencia | Medidores de (45+25) % HR| 1 1 Go 077 MQ 9% | yraroos1- | (ALA 207500)
Basado en 10000 V Max
EL-004 CEM 1K-BP-kV
Edicion
digital 1
Comparacion
directa
o High Resistance
. PR-CA-20 v5 (23+5) °C
Resistencia | ~Modidores do (4525 % HR| 10 10 GQ 0,02 GQ 95% | meoard | A
. -100-11- | (A2LA 2073-01)
Basado en 10000 V Méx.
EL-004 CEM 1K-BP-kV
Edicion
digital 1
Comparacion
directa
High Resistance
; PR-CA-20 v5 (23+5)°C
Resistencia | Medidores de (45+25)%HR| 100 100 GO 0,37 GO 95% Standard | |ET Labs /UK
Aislacion . VRS-100-11- |(A2LA 2073-01)
Basado en 10000 V Méx.
EL-004 CEM 1K-BP-kV
Edicion
digital 1
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INSTITUTO NACIONAL
DE NORMALIZACION

LC 067
Anexo

Servicio de calibracion

Rango del mensurando

Capacidad de medicién y calibraciéon (CMC)

Patron de referencia usado en

la calibracion
Instrumento o " Min Max. . Fuente de
Magnitud sistema de Método Clgrr\‘?;:;i(::ri\é?‘e (mayor | (menoro | Unidades Valor Unidades c"c‘):,f?ellr?:a Patron trazabilidad
medicion que) igual que) inmediata
Comparacion
directa . .
(23+5)°C High Resistance
: : -Medidores de PR-CA-20 v5 A o Standard IET Labs /UK
Resistencia Alislacion Basado en (4118(;:035\)/ I(Z HR 1 1 TQ 0,01 TQ 95% VRS-100-11- |(A2LA 2073-01)
EL-004 CEM ax. 1K-BP-kV
Edicion
digital 1
Comparacion
directa
High Resistance
. PR-CA-20 v5 (23 +5) °C
Resistencia | edidores de (45£25)%HR| 10 10 7O 0,15 TO 95% |  oeandard ( o kzg%%ﬁ)
Basado en 10000 V Max.
EL-004 CEM 1K-BP-kV
Edicién
digital 1
-Medicién de
Temperatura por
Sefal
Eléctrica. Comparacion
directa Multimet
-Calibradores de ultimetro
. LCPN-ME
Resistencia proceso PR-CA-14 3 RTD 200 600 °C 0,07 °C 95% Tec’:‘]%'(')?g;ies Universidad de
-Calibradores de | Basado en PEC07 34410A Concepcion
Termocuplas INTI/2011
-Termometros
Digitales sin
Sensor
19/21
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INSTITUTO NACIONAL
DE NORMALIZACION

LC 067
Anexo

Servicio de calibracion

Rango del mensurando

Capacidad de medicién y calibraciéon (CMC)

Patron de referencia usado en
la calibracion

Instrumento o
sistema de
medicién

Magnitud

Método

Condicion de
la medicién

Min
(mayor
que)

Max.
(menor o
igual que)

Unidades

Valor

Unidades

Nivel de
confianza

Patron

Fuente de
trazabilidad
inmediata

-Calibradores de
proceso
-Frecuencimetros

Frecuencia

Comparacion
directa

PR-CA-30 v1

Basado en
EL-001 CEM
Edicién
digital 1,
EL-023 CEM
Edicion
digital 0,
EL-024 CEM
Edicion
digital 0

PR-CA-32 vi1

Basado en
EL-023 CEM
Edicién
digital 0,
EL-024 CEM
Edicién
digital 0

(23 +5) °C
(45 + 25) % HR

40

Hz

0,5-1073- 8

40

10M

Hz

0,1-1073-8S

Hz

95%

Multimetro
Agilent
Technologies
3458A OP 002

LCPN-ME
Universidad de
Concepcion

Tacometros Opticos

RPM (digitales y analogos)

Comparacion
directa

PR-CA-28 v03

(23 +5) °C
(45 + 25) % HR

240

3000

RPM

0,12

RPM

95%

Calibrador
Transmille
3041A
+

Transmille /UK
(UKAS 0324)

LCPN-ME

F407-01-30 v02
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INSTITUTO NACIONAL
DE NORMALIZACION

LC 067
Anexo

Patron de referencia usado en

Servicio de calibracion Rango del mensurando Capacidad de medicién y calibraciéon (CMC) la calibracion
Instrumento o i Min Max. . Fuente de
sistema de Método Clgr:‘?éﬂi%?é?‘e (mayor | (menoro | Unidades Valor Unidades c"c‘):,f?ellr?:a Patron trazabilidad
medicion que) igual que) inmediata
(simulacion de Médulo EA003 | Universidad de
frecuencia) (Adaptador para| Concepcion
3001 30000 RPM 1,30 Calibracién de
Basado en Guia Tacémetros
Calibracion de P
Tacometros Gpticos)
Opticos (INM,
Colombia) 30001 60000 RPM 2,0
21/21
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